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Tit«tl: Werlcwijze voor hat op defecten onderzoeken van een 

registratieschijf # en registratie^inrichting voor het 
reglstreren van informatle op een schlj fvormig 
registratlemeditm 



De onderhavige uitvinding heefr in zx^n algomeenheid 
bet'cekking op het registreren van Informarid op een 
schijfvormig rdglstratiemedlim, van het type dat een groot 
aantal concentrische) in hoofdtaak cirkelvormige registratxe- 
5 sporen omvat. Odrgelijke registratiesporen kunnen zijn gevormd 
als individudle cirkelvormige sporen/ of als een contlnu 
spiraalvoinalg spoor. Elk spoor is weer onderverdeeld in 
logische blokken« en elk blok bevat een datagebied voor het 
registreren van data. Voorts heeft elk blok doorgaans een 

10 gefaied dat is gereserveerd voor het registreren van een 
controlegetal of "checksum". 

In het algemeen is de tljdens een registratiesessie te 
recistreren hoeveelheid informatie groter dan 66n blok. De te 
reqistreren inforx&atie^ ook aangeduid met de term ''file'', wordt 

IS dan verdeeld in opeenvolgende datapakketjes ter grootte van een 
blcik, en de opeenvolgende datapakketjes van een file worden 
geregistreerd in verschillende blokken van de schijf. Voor een 
snsflle gegevensoverdracht is het dan gewenst/ dat de opeen- 
volgende datapakketjes worden geregistreerd in opeenvolgende 

20 blokken. Het registratieproces kan dan als het ware continu 

doorgaan. Evenzo kan bij het later teruglezen (playback) van de 
op de schijf geregistreerde informatie het leesproces continu 
doorgaan. 

Ret kan in de praktijk gebeurent dat een schijf defecten 
2S bevat die tot gevolg hebben, dat er bij de locatie van het 
defect geen/ althans geen betrouwbare# registratie van 
Infonaatie mogelijk is. De defecten kunnen veroorzaakt worden 
doar mater iaalfouten in de schijf/ of ongerechtigheden aan het 
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opperviak van de scutjf . De door het defect aangetaste blokken 
zlin dan niet meer bruikbaat voor registratie. 

De defecten Icunxven een ^terk locaal karakter hebben, en 
beperkt zijn tot een klein gedeelte van alechts 66n blok, welJce 
5 defecten in het hiernavolgende zullen worden aangeduid met de 
term "puntdefect", maar het is ook mogelijk dat een defect een 
grcter deel van het oppervlak van de registratiesehijf beslaat. 
Deigelijlce defecten zullen in het hiernavolgende worden 
aacgeduid met de term "vlekdef ecf . 
10 Er zijn verschillende nogeli j kheden om oa te qaan met het 

optreden van defecten in regis tratieschijven. Ben eerete 
aocelijkheid is, dat tijdens het aehri3 fproces regelmatig wordt < 
gecontroleerd of de te registreren informatie op corrects wijze 
geregistreerd is. Dit wordt gcdaan door de geregistreerde 
initormatie terug te lezen, en de gal-zen informatie te 
vergelijken met de broninformatie: indien hat onmogel*3k blx^kt 
om de informatie te lezen, of indien de gelezen informatie 
afwijkt van de broninformatie, wordt een schrijffout 
gecronatateerd, welke dan wordt hersteld door de schrijf- 
haudeling nogmaals uit te voeren, maar dan op een ander 
recTisrratiegebied van de registratiesehijf. Een voorbeeld van 
eeu dergelijke read-after-write procedure is beschreven in 
US-A-5.218.S90. Daarbij is het zelfs mogelijk, dat da 
recjistratieschijf bepaalde reserveregistratiegebieden bevat, 
di« normaliter niet worden beschreven maar die alleen worden ^ 
gebruikt voor het nogmaals schrijven van informatie waarvan de 
ee:rsce schrijfhandeling mislukt is: een voorbeeld daarvan is 
be:schreven in US-A-S.623.470. 

Een bezwaar van dergelijke read-after-write procedures 
is. dat de controlehandeling tijdens het registratieproces, en 
he- evenrueel opnieuw schrijven van een informatiepakket, het 
re-gistratieproces vertraagt. Dergelijke procedures zijn; dus 
alLeen dan bruikbaar, als de snelheid van het registratieproces 
gean kritieke factor is, bij voorbeeld wanneer de te registreren 
35 informatie beschikbaar is in een geheugen en simpelweg opnxeuw 
xa-i worden opgevraagd. Een dergelijke situatie doet zich 
bijvoorbeeld voor bij het schrijven van data uit een computer- 
ge heugen . 
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Er sljtt echcer situati^s waarblj de snellxeld van het 
regidtfatleproceSf en meer In het bijzonder iiet ononderbroken 
2ija van het registratieprocea, wel een kritieke factor id. Een 
dergdlljke sltuatle doet zlch bi^voorbeeld voor bij het regil 
S tisie registreren van signalen met een hoge Infosnaatiesnelheid/ 
bijvoorbeeld audio- of in het bijzonder videos ignalen. On in 
staat te zi^n het regis tratieproces ongestoord te laren plaats- 
vinden is het gewenst om, voorafgaand aan het registratie* 
proces, te beschikken over infonaatie met betrekking tot de 

10 locatie van defecte blokken, Bij het registreren wordt dan 

genoemde Informatie geraadpleegd/ en wocden de defecte blokken 
eexivoudigweg overgeslagen . Een voorbeeld van een dergelijk 
registratieproces is beschreven in JP-A-09. 102. 173 . 

De onderhavige uitvinding heeft meer In het bijzonder 

15 betrekking op een procedure voor het verkrijgen van de 

Informatie voor het aanduiden van de defectlocaties. Tot nu toe 
is het gebruikelijk om die informatie te verkrijgen door^ in 
eer. onderzoeksessie, de registratieschijf te beschrijven met 
duBunydata, en de geschreven dummydata terug te lezen, en 

20 vex-volgens te vergelijken met de brondata. Daarbij is het 

geloruikeli^k/ dat alle blokken van al de registratiesporen op 
de registratieschijf op deze manier worden onderzocht. Oit is 
bi:voorbeeld duidelijk beschreven in EP-A*0.798 .716, waaruit de 
aatihef van conclusie 1 bekend is. Een nadeel van een dergelijke 

25 procedure is echter/ dat die veel tijd kost. Dit is in het 
bi:i2onder een nadeel bij bijvoorbeeld een videorecorder: een 
gehruiker mag verwachten, dat een videorecorder vrij snel na 
hei; Inbrengen van een nieuwe disk gereed is voor opname« 

Een belangrijk doel van de onderhavige uitvinding is het 

30 ve::schaffen van een efficifintere werkvijze ^orr het op defecten 
onderzoeken van een registratieschijf. 

De onderhavige uitvinding stelt een werkwijze voor die in 
he: bijzonder van nut is bij registratiesystemen die intrinsiek 
be.schikken over een zeer krachtige foutcorrectie. Een dergelijk 

35 re>7i6tratlesysteem is bijvoorbeeld DVR (Digital Video 

Recording) , welk systeem op zlch bekexid xs en hier niet nader 
zaL worden uitgelegd. Volstaan wordt met op te merken^ dat bij 
DVX een registratielaag van een schijf zich op relatief korte 
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af stand (ongeveer 0,1 m») van het oppervLak van de schijf 
bevindt. Een voor schrijven/lezen gcbruiJtta laserbundeL heeft 
dan een vrij dtcht bij het naar de laaerbron gerichce 
schijfopparvlak gelegen focus, iodat de grootte van de op dat 
S opperviak gevocmde laserspot vrij kleln is. Btjgevolg Is het 
systeem reXatief gevoeltg voor geringe verstoringen van het 

schi j f oppervlak. 

De foutcorrectte van het OVR-systeem is dermate krachtxg, 
dat het optreden van kleine fouten in een relatief kiein deel 

10 var. een blok, in het. bij zonder veroorzaakt door puntdef ecten, 
gecA probleem meez vormt. Indien zich in voor DVR bestexade 
reeristratieschijven uitsluitend piintdefecten xouden voordoen, ( 
zouden die registratleachijven in principe eigenlijk niet eens 
me»r onderzocbt hoeven te worden op de aanwezigheid van 

15 dergelijke fouten.-Echter, het_schijfoppervlak kan ook relatief 
grote, in hoofdzaak aaneengesloten tweedimensionale defeet- 
gel>leden bevinden^ dat wil zeggen zogenaande vlekdef ecten- 
Maarmate viekdefecten groter zijn, zal het aangetaste deel van 
ee)x blok ook groter zijn, en uiteindelijk kan het gebeuren, dat 

20 he-: aangetaste deel van een blok denoate groot is dat het 

fouteorrectiesysteem de optredende schrijf fouten niet meer kan 
co:rrigeren of althans niet snel genoeg. Bet is daarom gewenst 
om de locatie te kennen van vlekdefecten die groter zijn dan 
ee;i voorafbepaalde acceptatiedrex^el . 

25 < 
Het is derhalve een bijzonder doel van de onderhavige 
uitvinding een efficiSnte werkwijze te verschaffen voor het 
onderzoeken van een schijfvormig registratiemedium waarbij 
defectgebieden waarvan de fysieke afmetingen groter zijn dan 

30 een voorafbepaalde drewpelafmeting, relatief snel vrorden 
geldentificeerd terwijl defectgebieden waarvan de fysieke 
afmetingen onder genoemde drempel liggen, kunnen worden 
genegeerd. 

De onderhavige uitvinding maakt nuttig gebruik van het 
35 feit/ dat een vlekdefeet waarvan de afnetlng in de 

Ifingterichting van een registratiespoor (tangentiale afmeting) 
deirmate groot is dat de daardoor veroorzaakte registratief out 
niet door het fouteorrectiesysteem gecorrigeerd kan worden, 
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t evens een dermate grote afaeting in de dwarsrichtlng van de 
registratlesporen (radiale afmetlng) heeft dat dat viekdefect 
zlch. uitdrrekt over vele reglstratiesporen naast elkaar, en de 
onderhavlge ultvindlng is gebaseerd op het inziclit: dat het dan 
S niet nodig is om alle registratlesporen indlvidueei te 
oncBrzoeken maar dat het voldoende is om sleehts enkele 
rac*istratiesporen# aangeduid als teatspoor, met relatief grote 
onclerlinge afstand te onder^oeken. Tussen de wel onderzochte 
incLividuele testsporen ligt dan steeds een gebied met een 

10 relatief groot aantal niet-onderzochte regiatratiesporen. 
Inciien bij een dergeiijk onderzoeksproces geen defect wordt 
ge^^oiidenr wil dit niet zeggen dat de onderzochte schijf in het 
gelieel geen defecten bevat, maar het zal duidelijk sijn dat een 
evisntueel toch aanwezig vlekdefact dan alti^d een radiale 

IS afiaeting heeft die kleiner is dan het genoemde aantal niet- 

onderzochte registratiesporen tussen twee naburige testsporen, 
en dat dan tevens de tangent iale afmeting van een dergelijk 
toizh aanwezig vlekdefect voldoende klein zal zijn. 

De onderhavige aitvinding stelt voorts voor om^ indien 

20 ee:i testspoor een defect blijkt te bevatten, de directe 

omjeving van het testspoor nader te onderzoeken om de grootte 
va.i het defect te bepalen^ Dit kan gebeuren voorafgaand aan 
op?\ame, maar bij vcorkeur wordt dit gedaan na de opname, en 
wordt bij de opname een verdacht gebied aan weerszijden van het 

2S defect blijkende testspoor overgeslagen. 

Aldus wordt volgens de onderhavige uitvinding een 
acceptabel coocpromis bereikt tussen een relatief korte 
controletijd en de hetrouwbaaxheid van de controle. 



30 Zoals vermeldr is het bij de scand der techniek 

gebruikelijk om de aanwezigheid van schijf defecten te 
orderzoeken op basis van het schrijven en teruglezen van 
(c.iuomy) data. Een nadeel van dergelijke onderzoeksmethoden is^ 
ds.t zij nogal tijdrovend zijn. Een verder nadeel is daaren- 

35 bovenr dat dergelijke methoden niet toepasbaar zljn bij 

reigistratieschijven die sleehts 6dn maal beschri j fbaar zljn. 

Een verder doel van de onderhavige uitvinding is ook deze 
pi oblemen te overwxnnen. Daartoe steXt de onderhavige 
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uitvitidlng voor een reglstratiespoor van een registratieschijf 
te onderzoelcen op basis van het spoorvolgsignaal. Daartoe wordt 
eenvoudigweg het betreffende spoor op de regtetratiesehijf 
gevclgd aet een laserbundel/ zonder dat er in dat spoor 

5 infcraatle wordt geschreven of uit dat spoor informatie wordt 
geloxen. Indian de registratieschijf een defect bevat, *al het 
spoorvolgsignaal herkenbare afwijkiagen of fouten vertonen, of 
2el:!s in het geheel wegvallen. Dit Jean vrij eenvoudig worden 
vas1:gesteld. Ala def ect-cr iter i vim atelt de onderhavige 

10 uitvlnding voor, dat de absolute waarde van het spoorvolg- 
sigi>aal gedurende een voorafbepaalde tijd of langer een 
voorafbepaald drenpelniveau overschrijdt. 

Een groot voordeel van deze door de onderhavige 
uit'/inding voorgestelde onderzoeksmethode is, dat ar geen 

15 schcijfhandeling plaatsvindt, en dat het onderroek zeer snel 

kan plaatavinden. 

Deze en andere aspecten, kenmerken en voordelen van de 
ond-rhavige uitvinding zullen nader worden verduidelijkt door 
de hiemavolgende beschrijving van een voorkeursuitvoeringsvor« 
20 van een onderzoeksprocedure volgens de uitvinding onder 
verwijring naar de tekex^ng/ waarin: 

figuur 1 schematisch een bovenaanzicht toont van een gedeelte 
van een schijfvormig registratiemedi\am; 

figuur 2 een blokschena illustreert van een deel van een 
25 reqiatratie-inrichting waarin de onderhavige uitvinding is 
geimplementeerd; 

figuur 3 een flowdiagram van een onderzoeksprocedure volgens de 
uitvinding toont; 

en figuur 4 een flowdiagram van een andere onderzoeksprocedure 
30 volgens de uitvinding toont. 

riguur 1 toont schematisch een bovenaanzicht van een 
gedeelte van een achijfvonnig registratiemedium 1, bijvoorbeeld 
en in het bijzonder een optische registratieacni3f voor gebruxk 
35 bi- DVR. De schijf 1 is voorzien van een groot aantal vooraf 
gedefinieerde, in hoofdzaak cirkelvoraige registratiesporen 2. 
Tej: wille van de ultleg van de onderhavige uitvinding zi^n in 
de registratieschijf 1 van figuur 1 drie vlekvonnige schtjf- 
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d^fctcten 11 r 12 en 13 getekend, De radiale en tangentiald 
afmijtingen van elk viekdefect zijn van dezelfde ordegrootte; in 
fig\xur 1 zljn de vlekdefccten 11 r 12 en 13 weergegeven als in 
hoo::d2aak cirkelvon&ig. 
S De radiale en tangenriale afmetingen van het eerste 

vlelcdefect 11 zijn relatief kleln. Bijgevolg ifi van een door 
het eerste vlekdefect 11 aangetaat registratiespoor 2 de 
aangetaste spoorlengte relatief klein, terwljl voorts het 
aantal door het eerste vlekdefect 11 aangetaste sporen relatief 

10 kleln is. Hetzelfde geldt voor het tweede vlakdefeet 12. 

Ket DVR-'systeem heeft een bijzonder krachtlg fout* 
cox recti esysteem, zodat het vrijwel ongevoelig is voor f out en 
di<; optreden in een relatief kleine spoorlengte. Alleen wanneer 
de aangetaste spoorlengte relatief groot wordt, kunnen de 

IS daardoor veroorzaakte registratiefouten niet worden 

ge<:orrlgeerd door het foutcorrectlesysteem. Dit is bij wijze 
van illustratie het geval bij het relatief grote vlekdefect 13; 
in figuur 1 is dan tevens herkenbaar, dat het aantal door het 
relatief grote vlekdefect 13 aangetaste regis tratiesporen 2 

20 groter is dan het aantal door de relatief kleine vlekdefect en 
11 en 12 aangetaste registratlesporen. 

Conventioneel zou elk registratiespoor 2 worden 
onderzocht door het schrijven en teruglezen van data^ hetgeen 
bijzonder tijdrovend is. De onderhavlge uitvinding stelt voor 

2S on slechts een beperkt aantal registratlesporen van de schljf 1 
te onderzoeken; deze te onderzoeken sporen zullen in het 
hiernavolgende worden aangeduid zoet de term "*testsporen 2T" . In 
figuur 1 zijn enkele van deze testsporen aangeduid door een 
relatief dikke lijn, en aangeduid net de verwijzingscij fers 

30 2T1« 2T2/ etc. De onderlinge af stand tussen opeenvolgende 

t<!Stsporen 2T bedraagt een voorafbepaald aantal N registratle- 
sporen. Zn het hiernavolgende zal bij wijze van voorbeeld 
worden aangenonen# dat N gelijk Is aazi SO. Het zal echter voor 
ecm deskundig^e duidelijk zijn# dat N een andere^ geschikt 

35 gekozen waarde kan hebben. 



Figuvur 2 illustreert schenatisch een registratie- 
iarichtin? 20 voor het schrijven van informatie zoals real time 
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vidctoeignalen op de reglstratieschijf 1, in welke registratle- 
iiiri.chtxng 20 de onderhavige ultvinding is g«Xinplem«nreerd. De 
regj-stratie-inricliting 20, die oo)c ial worden aaageduid als 
"video recorder", omvar een schrijf/leeseenheid 21, die is 

5 ingcsricht om, oader besturixig van een besturingseenheid 22, 

inforniacie op de registratioschijf l te regis treren respectie- 
val:>jlc inforwatie uit de registratiesdiijf 1 te lezen. 
SAmiczien hiervoor op zlcb een standaard achrijf /leeseenheid 
kan worden toegepast, 2al deze niet nader vrorden besproken. 

10 Vol.staan wordt met op te merken, dat de besturingseenheid 22 
via een opdrachtverbinding 23 aan de schri jf /leeseenheid 21 
opdcacncen kan geven, zoals bijvoorbeeld de opdracht van het 
vercichten van een schrijf- dan wel leeshandeling, en het 
volgnuxoBier van het betreffende registratiespoor 2 waarop die 

15 schrijf- respectievelijk leeshandeling berrekking heeft. 

Zoals bekend, wordt bij een optisch regiatratiesysteem 
gebruik gemaakt van een laserbundel voor het schrijven van 
informatie op een spoor van de roterende achijf 1, en 00k voor 
het lezen van informatie uit het spoor van de registracieschiif 

20 1. Daarbij wordt de laserbundel bestuurd om het spoor te 

volgen, zoals bekend. Kierbij wordt gebruik gemaakt van een 
spoorvolgsignaal dat gebaseerd is op de reflectie van de 
laserbundel aan het spoor op de schijf- indien de bundel exact 
near het centrum van het spoor is gericht, heeft het spoorvolg- 

25 signaal een bekende, nominal© waarde; in de hiernavolgende 

bespreking ral ter wille van de eenvoud worden aangenomen dat 
die nominale waarde gelijk is aan nul, maar het aal voor een 
deskundige duidelijk zijn wellce aanpassingen nodig zijn indxen 
de nominale waarde ongelijk is aan nul. Indian de bundel niet 

30 exa.ct gericht is naar het hart van het spoor, is in de 

gereflecteerde bundel informatie aanwezig voor het besturen van 
een corrigerende verplaatsing van de laserbundel. roals op aich 
bekend. In de hiernavolgende bespreking zai ter wille van de 
eenvoud worden aangenomen dat de waarde van het spoorvolg- 

35 si?rnaal evenredig is net de radiale afwijking van de laser- 
bundel ten opzichte van het hart van het spoor, en dat het 
tei:en van het spoorvolgsignaal de richting van de afwi;)king 
aandttidt. Indien de schijf oppervlaktedef ecten bevat, zal het 
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spoorvolgslgnaal afwijkingen bevatten ot in bet geheel 
wegvallen/ hetgeen in de schrij£/leeseenheici 21 en/o£ Ixi de 
besturingseenhdld 22 herkexibaar iSr soals voor een deskundige 
duicelijJc zal zijn. 
S Dit spoorvolgslgnaal wordt verkregen, zelfs als de 

besturingseenheid 22 aan de schrljf /leeseenheld 21 slechta 
opdiacht geeft een spoor te volgen# zonder dat er informatie 
worclt gelesen of geschreven. Het spoorvolgslgnaal van het 
aancresproken spoor wordt door de schrljfi/leeseenheld 21 via een 

10 signaalverblndlng 24 aan de besturingseenheid 22 doorgegeven. 
In het kader van de onderhavlge ultvindlng ral in het 
algismeen worden aangenomen, dat een spoor voldoende Integritelt 
hee:ft indlen dergelijke verstorlngen in het spoorvolgslgnaal 
ontlsreken over de volledige lengte (een volledlge oawentellng) 

IS van een spoor, of zich.hooguit voordoen in een voldoende klein 
gedselte van het spoor; dit zal worden aangeduld aet de 
ultlrukklng -gezond spoor" of "spoor OK", Indlen in het spoor- 
volgsignaal echter 66n of meer van dergelijke afwijklngen 
optreden over een te groot gedeelte van het spoor, zal dit 

20 worden aangeduld met de term "falend spoor Het ontbreken van 
spoorlntegrlteit, oftewel het falen van een spoor, zal worden 
beschouwd als indlcatle voor de aanwezlgheld van een 
oppervlakte-def ect dat ten mlnste een deel van het betref fende 
spcor aantast. Aldus Is het spoorvolgslgnaal S indlcatlef voor 

25 de aanwezlgheld van een oppervlakte-def ect, zonder dat een 
tijdrovende schrljf /lees/vergelijk-cyclus nodlg is. 



30 



De besturingseenheid 22 van de reglstratle-lnrlchting 20 
is ingerlcht om, wanneer de videorecorder 20 van een gebrulker 
opclracht ontvangt om een opname uit te voeren, of reeds eerder, 
wanneer een schijf 1 initteel in de videorecorder 20 wordt 
Imrebracht/ een testprocedure volgens de onderhavlge ultvinding 
uii: te voeren, om na te gaan welke sporen nlet gebruikt mogen 
wo::den voor opname omdat zij te zeer beschadigd zljn. Een 
35 voorbeeld van deze procedure zal onder verwijzlng near de 
fl*?uren 1 en 3 worden ultgelegd* 

Het onderzoek start in stap 101 wanneer een nieuwe 
re'iistratleschijf 1 wordt geplaatst In de videorecorder 20* 
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m stap 102 geeft de besturingaeenheid 22 aan de 
echrijf/leeseenbeid 21 opdracht de integriteit van het eerste 
te onderzoeken testspoor 2T1 te bepalen. Het volgnusmer of 
adres van dlt eerste testspoor 2TI lean geli^lc zljn aan 1. De 
scbrijf/leeseenheid 21 richt de laserbundel daarvan op het 
eerste testspoor 2T1, en volgt dlt spoor gedurende een 
volledlge omwenteling daarvan. Het zal daidelijk zijn, dat 
hierbij het al dan niet in dat spoor aanwezig tijn van data van 
geen belang is: met eventuele data-lnfotmatle wordt niets 
gedaan. De test is er uitsluttend op gericht on na te gaan. of 
de schrijf/leeaeenheid 21 het testspoor 2T1 zonder probleaen 
over zijn volledlge lengte lean volgen. 

Na het voltooien van een volledlge omwenteling van de 
sctijf 1, of tiidens die omwenteling, onderzoekt de besturings- 
eexheid 22 in stap 103 op basis van het ontvangen spoorvolg- 
si?-naal of de integriteit van het onderzochte testspoor OK is. 
mcien dit het geval blijkt te zijn, zoals bij het in figuur 1 
gelllustreerde eerste testspoor 2Tl, geeft de besturingseenheid 
22 in stap 104 aan de schrijf /leeseenheid 21 opdracht de laser- 
bur;del te verplaatsen over N sporen, en gaat de besturings- 
eerJieid 22 over naar stap 105. Hierbij Jean N een 
vocrafbepaalde, vaste waarde hebben, bi^voorbeeld en bij 
vocirlceur 50. 

In stap lOS wordt onderzocht/ of het eind van de s<:hijf 
bereikt is. Indien dit het geval is, wordt de onderzoeks- 
procedure be^indigd; zo niet, dan keert de Gesturing seenhe id 22 
terug naar stap 103 om de integriteit van het volgende 
tesitspoor te onderzoeken. 

Aldus worden de tussen opeenvolgende testsporen liggcnde 
retristratiesporen overgaslagen, dat wil zeggen zij worden niet 
omierzocht. Indien zich in het tussenliggende gebied een 
vlukdefect bevindt, zoals het in figuur 1 geXllustreerde eerste 
vltskdefect 11, zal dat niet worden gedetecteerd. 

Indien bij stap 103 blijkt, dat er spoorvolgfouten zijn 
35 ge<:onstateerd, gaat de besturingseenheid 22 naar stap 110 om de 
ra<iiale af»eting van het geconstateerde vlekdefect te bepalen, 
ui-z te drukken in het aantal van de door dat vlekdefect 
aajigetaste sporen 2, welk aantal hier zal worden aangeduid inet 
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de letter X (trade), waarbij de parameter "track" het volgnunu&er 
van hat betreffende registratiespoor 2 is. Deze procedure wordt 
bijx*oorbeeld gevolgd na het aftasten van het in flguur 1 
gelllustreerde tweede testspoor 2T2» waar een door het tweede 
5 vle):defect 12 veroorzaaJcte spoorvolgfout zal optreden. 

De besturlngseenhdld 22 is ingericht om vervolgens in 
stap 120 de emst van het aangetxoffen vlekdefect ta bepalen 
door de radiale afmeting X(tracJc) te vergelijkan met een 
voorafbepaalde drea^elwaarde M. Indian blijkt, zoals bij het 

10 twecide testspoor 2T2# dat de gevonden radiale afineting X (track) 
van hen aangetroffan vlekdefect^ zoals het tweede vlekde£ect 
12, kleiner is dan de voorafbepaalde drempel wordt 
geconcludeerd dat de tangent! ale afmeting van het aangetroffen 
vlelcdefect acceptabel is. De aangetaste apoorlengte van elk van 

IS de door de tweede vlekdefect 12 aangetaste registratiesporen/ 
zoal.s het tweede testspoor 2T2, is dan relatief klein, en het 
fou^:.correctiesysteem kan de hierdoor veroorzaakte schrijf* 
en/of leesfouten verwerken en corrlgeren. Roewel deze 
registratiesporen due zijn aangetast door een vlekdefect, 

20 wordexi zi^ gewoon vrijgegeven voor registratiedoeleinden* De 
bdS'iuringseenheid 22 keert nu terug near stap 104. Een 
geschiJcte waarde voor M is bijvoorbeeld ongeveer 50. 

Indian bij stap 120 blijkt.^ zoals bij het derde testspoor 
2T3. dat de gevonden radiale afmeting X (track) van het 

2S aangetroffen vlekdefect, zoals het relatief grote derde 

vle<defect 13, niet kleiner is dan de voorafbepaalde drempel M, 
wordt geconcludeerd dat de tangentiale afmeting van het 
aan^etroffen vlekdefect onacceptabel groot is. De aangetaste 
spo^rlengte van elk van de door het derde vlekdefect 13 

30 aangetaste regis tratiesporen, zoals het derde testspoor 2T3, is 
dan dermate groot, dat hierdoor veroorzaakte achrijf- en/of 
leesfouten niet meer gecorrigeerd kunnen worden door het 
foutcorrectiesysteem. De besturingseenheid 22 gaat dan over 
naar stap 130 om de adressen van de betreffende door het derde 

35 vlekdefect 13 aangetaste sporen te registreren In een 

defectlijst^ die zich bevindt in een met de besturingseenheid 
22 geassocieerd geheugen 25. Daarna keerc de besturingseenheid 
22 weer terug naar stap 104. 
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De defectlijst kan worden gelmplementeerd in de vorm van 
een initieel leeg geheugen, waarin alleen de volgnunmers of 
adressen van aangetaate sporen worden opg«slag«n. Het ia ook 
mogeltjic dat de defectlijst gelmplemanteerd is in de vorm van 
5 een geheugen met een voorafbepaald aaatal L geheugenplaatsea. 
waarbij elJce geheugenplaats correspondeert met het volgnuamer 
van 66n bepaald registratiespoor, en waarbij de inhoud van die 
geheugenplaats indicatief is voor het al dan niet aangetast 
zijn van het betreffende registratiespoor . Hierbij is het 
10 voldoende als elX van de geheugenplaatsen slechts 6to bit 
omvat . 

Het registratieapparaat 20 is nu gereed om informatie ( 
(videoslgnalen) te schrijven op de schijf 1. De schrijf- 
prccedure *al in hoofdlijnen identiek zijn aan een standaard 
15 scl-xijfprocedure/ met dien veratande dat de besturingseenheid 
22 is ingericht om tijdens het schrijven de defectlijst in het 
gel-.eugen 2S te raadplegen, en om de in deze lijat voorkomende 
re?iscratiesporen over te slaan. Het sal duidelijk zijn, dat 
het. aldus mogelijk is oai ook een zeer snelLe inforaatiestrooxn, 
20 bi^voorbeeld een real time digitaal videos ignaal, continu te 

sctxijven zonder last te hebben van eventuele vlekdef ecteni bij 
relatief Jcleine vlekdefecten treedt het foutcorrectiesysteem in 
wex-king om eventuele fouten te corrigeren, en bij relatief 
grcite vlekdefecten worden de aangetast e sporen eenvoudigweg 
25 ov«irgeslagen. Voorts ral het duidelijk aijn, dat de door de < 
onclerhavige uitvinding voorgestelde procedure on de 
recristratieaporen van de registratieschijf te onderzoeken, 
reJ.atief weinig tijd vergt. 

De door de onderhavige uitvinding voorgestelde test- 
30 procedure om de registratiesporen van de registratieschijf te 
onderzoeken kan steeds worden uitgevoerd wazmeer een nieuwe 
scliijf I in het apparaat 20 wordt ingebrachc- Het is echter ook 
mocjelijk, dat de besturingseenheid 22 is ingericht om de 
de::ectlijst te regis treren op de zojuist onderzochte schijf. In 
35 dal: geval kan de besturingseenheid 22 zijn ingericht om steeds 
waiineer een nieuwe schijf 1 in het apparaat 20 wordt 
inqebraeht, eerst te onderzoeken of er reeds een defectlijst op 
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deze schijf gereglstreerd i3r en zo ja, ddze dan in het 
geheugen 25 te laden, 

Blj stap 104 kan de sprong van N sporen ovarslaan worden 
afgeneten vanaf h^t testspoor 2T2, zeals gelllustreerd/ maar 
deze sprong ican 00k worden afgemeten vanaf het spoor mer het 
hoocste volgnummer dat onderzocht is tijdens de procedure van 
stap 110. 

Bij stap 110 kan de parameter X (track) worden faepaald 
door, uitgaande van het betreffende testspoor, alle individuele 
reglstratiesporen met afnemend volgniimmer te onderzoeken in een 
met stap 103 vergelijkbare stap tot een registratiespoor zonder 
spoorvolgfouten wordt aangetrof f en, en vervolgens, wederom 
\3jLtcraande van het betreffende restspoor, alle individuele 
regi.stratlesporen met oplopend volgnummer te onderzoeken rot 
een registratiespoor zonder spoorvolgfouten wordt aangetrof fen. 
Het zal echter ook mogelijk zijn om hierbij steeds een aantal 
spo::en over te slaan, of om steeds de sprong tussen twee te 
ondi^rzoeken sporen te halveren, uitgaande van N. Het zal voor 
een deskundige duidelijk zijn, dat hierbij diverse efficitote 
zoe:«trategieen mogelijk zijn. Deze zijn echter ter wille van 
de «ienvoud niet in het flowdiagram van figuur 3 gelllustreerd. 

Zoals vermeld/ wordt in stap 103 de integriteit van het 
ondarzochte spoor bepaald op basis van het ontvangen spoorvolg- 
sigaaal. Hoewel hierbij verschillende criteria mogelijk zullen 
zij:i# stelt de onderhavige uitvinding een criterium voor dat 
enerzijds relatief eenvoudig te implementeren is en dat 
anderzijds goede betrouwbaarheid biedt. Bij het door de 
onderhavige uitvinding voorgestelde criterium wordt aangenomen, 
dat onder normale omstandigheden het spoorvolgsignaal doorgaans 
nlet ver zal afwijken van de nominale waarde die correspondeei^t 
met het ha.rt van het onderzochte spoor, en dat eventuele 
substantieie afwijkingen slechts kort zullen duren. Volgens de 
onderhavige uitvinding wordt derhalve aangenomen, dat het 
onderzochte spoor defect is indien blijkt dat een spoorvolg- 
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sigjiaal dat indicatief ts voor een substantlale afwtjking ten 
opzichte van het hart van het spoor, onaanvaardbaar lang duurt. 

Het spoorvolgsignaal heeft een nominale slgnaalwaarde Snam 
die correspondeert met net centrum van een spoor; zoeis reeds 

S ver-aeld. zal worden aangenomen dat Snom = 0. De abaolute waarde 
van het spoorvolgsignaal heeft voorta een maxiaum S«« dat 
correspondeert met een maximale zijdelingse (radiale) afwijlctng 
ten opzichte van het centrum van een spoor. Een spoorafwijk- 
parameter O wordt gedeflnieerd door de absolute waarda van het 

10 spoorvolgsignaal te normeren op genoemd maximum, als volgt: 

D = IS(/S«uc 

Naarmate de spoor afwijk-parameter groter is, zal die 
waarde onder normale omstandigheden kortar voorkomen. Volgens 
het door de onderhavige uitvinding voorgestelde voorkaurs- 
15 crlterivBB wordt geconcludeerd dat het ondersoehte spoor defect 
is indien de spoorafwijk-parameter groter is dan 0,5 gedurende 
eez. tijdsduur van 60 ^s of langer. 

Figuur 4 illustreert een flowdiagraa van een andere 
20 uii:voeringsvorm van de ondenoeksprocedure volgens de 

onderhavige uitvinding, die de voorkeur geniet boven de onder 
veirwijzing naar figuur 3 besproken procedure, Hierbij duiden 
gel-ijke verwij zingscijfers op gelijke of vergelijkbare stappen. 
dill derhalve niet nogmaals uitgebreid zullen worden besproken. 

25 Indien bid stap 103 blijkt, dat het onderzochte spoor 

defect Is, wordt in stap 141 het volgnuxnmer van dit spoor 
op.jeslagen in een zich in het geheugan 25 bevindende lijst die 
wordt aangeduid met de term -primaire defectlijst" . Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor het tweede testspoor 2T2 en het 

30 derde testspoor 2T3, Xn tegenstelling tot de onder verwi^ztng 
naar figuur 3 besproken procedure wordt nu niet bepaald welke 
naourige sporen zijn aangetast: vooralsnog wordt aangenomen dat 
alle sporen 2 in het gebied tussen het onderzochte testspoor en 
het direct daaraan voorafgaande testspoor "verdachf zi^n. 

35 Hetzelfda wordt aangenomen voor alle sporen 2 in het gebied 

tussen het onderzochte testspoor en het direct daarop volgende 
testspoor. Deze twee gebieden samen zullen worden aangeduid met 
de term "vardacht gebied- 3T; in figuur 4 zijn twee verdaehte 
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geliieden 3T2 en 3T3 aanged^id. respectievelijk corresponderend 
met: de testsporen 2T2 en 2T3. Elk verdacht gebied 3T oxovat 
aXclus 2N sporen. In 3 tap 142 wordt her verdacUte gebJLed 3T 
opcreslagen in een zich in het geheugen 2S bevindende lijst die 
S wordt aangeduid met de term "alazmlijst". 

Hoewel er inderdaad# zoals uitgelegd, onderscheid gemaakt 
ken worden tuasen de testsporen die reeds zijn onderzocbt 
em!rzijds# en de nog niet onderzochte verdachte sporen ander- 
zi:dSf en er inderdaad sprake kan zijn van twee verschillende 
10 li: 8 ten/ waarvan de inhoud verschillend wordt behandeld/ geniet 
het vanwege de eenvoud de voorkeur dat beide lijsten worden 
gecombineerd tot een enkele lijst. Met andere woorden: bij 
voc»rkeur worden zowel de onderzochte testsporen aid de nog niet 
onderzochte verdachte sporen opgeslagen in 6to lijst/ die zal 
15 worden aangeduid als ""alarmlij fit". 

Vervolgens keert de besturingseexiheid 22 terug near stap 
10^.. Het zal doidelljk zijn dat de besturingseenheid 22 van de 
vicLeorecorder 20 nu veel eerder klaar is dan bij de procedure 
voJ.gens figuur 3, omdat de in het voorgaande onder verwijzing 
20 naar figuur 3 besproken stap 110 niet wordt uitgevoerd. 

Met betrekking tot de alarmlijst (en de eventuele 
pr:.maire defectlijst) geldt eveneens/ dat deze geixnplemeziteerd 
kuxmen worden in de vorm van een initieel leeg geheugen^ waarin 
alLeen de voignuzamers van de faetreffende sporen worden opge* 
25 slagen/ of in de vorm van een geheugen met een voorafbepaald 
aaxital geheugenplaatsen, waarbij elke geheugenplaats corres^ 
pondeert met het volgnummer van ft6n bepaald registratiespoor . 

Na stap 105 is de videorecorder 20 gereed om in stap 106 
inl:ormatie (videosignalen) te schrijven op de schijf 1. De 
30 schrijf procedure zal in hoofdlijnen identiek zijn aan een 
stiindaard schrijf procedure , met dien verstande dat de 
be«turingseenheid 22 is ingericht om tijdens het schrijven de 
alarmlijst (en de eventuele primaire defectlijst) in het 
geheugen 25 te raadplegen# en om de in deze lijst (en) 
35 voorkomende registratiesporen over te slaan. Het zal duldelljk 
zi:in/ dat het aldus mogelijk is om 00k een zeer snelle 
iniformatiestroom/ bijvoorbeeld een real time dxgitaal 
videos ignaal^ eentinu te schrijven zonder last te habben van 
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evKatuele vlekdef ecten. Btj niet-gedetecteerde vlekdef ecten, 
die du3 per definitie relattef kleia xijn/ treedt het 
fou-correetiesysteem in werking om eventual© fouten te 
corrigeren. Bij wel-gedetecteerde viekdefecten worden de 
5 aanjct&ste sporen en de verdachte sporen In de cjmgeving 

eensroudigweg overgealagen, Voorts 2al ket duidelijk zijn. dat 
de door de onderhavige uitvinding voorgestelde procedure om de 
registratiesporen van de registratieschi^f te onderzoeken, 
rel&tief weinig tijd vergt. 
10 Niet alleen worden blj de voorgestelde procedure dus 

spocen overgealagen die sijn aangetast door een relatief groot 
vlelcdefect 13, maar ook worden sporen overgealagen die slechts 
in jeringe mate zijn aangetast door een relatief klein 
viekdefect 12, of die in het geheel niet zijn aangetast. Na 
15 vol tooling van de opnaae van stap 106, wanneer de videorecorder 
20 niet direct klear hoeft te staan voor nieuwe opdrachten van 
ziga gebruiker, heeft de videorecorder 20 de ti^d ©» de 
verlachte sporen van de alarmlijst individueel nader te 
ondsrzoeken, teneinde de afmetingen van de viekdefecten te 
20 bepalen voor elk van de in de primaire defectltjst genoteerde 
testsporen. De daarblj gevolgde procedure kan identiek zijn aan 
die welk© is beschreven voor de stappen 110 en 120 van figuur 
3. Indien zowel de testsporen als de bijbeborende verdachte 
sporen zijn opgeslagen in de alarmlijst, kunnen ook simpelweg 
25 al de in die alarmlijst voorkomende sporen worden onderzocht. 
In stap 151 wordt een eerste apoornumaex van een 
tescspoor gelezen uit de alarmlijst (of de eventueie primaire 
defBctlijst) . in stap 152 wordt, vergelijkbaar met de in het 
voorgaande beachreven stap 110, de radiale afineting X van het 
30 gecanstateerde vlekdefect bepaald, en in stap 153 wordt, 

vergelijkbaar met de in het voorgaande beschreven stap 120, die 
radiale afmating X vergeleken met een voorafbepaalde drempel- 
waarde M. Indien blijkt, zoals bij het derde testspoor 2T3, dat 
een geconstateerd vlekdefect 13 groter is dan als acceptabel 
35 wordt beschouwd, gaat de besturingseenheid 22 over near stap 
154 om, vergelijkbaar met de in het voorgaande beschreven stap 
130, de adressen van de betreffende aangotaate sporen op te 
«»iaan in een li- ^st die zal werden aangeduid met de term 
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''secundaire defectlijst** of kortweg defect 11 j st " • Daix 
ondarzoekt de besturingseenheid 22 in stap 155 of er een 
volgend testspoor in de alanalljst (of de eventuele prlxoaire 
defectlljst) staat/ en zo ja, dan keert de bescurlngseenheid 22 
5 terug naar stap 152. 

Bij een volgende schrij fopdracht zal de bestuclngseenheid 
22 de defectlljst in het geheagen 25 raadplegen, en de daarln 
voorkomende sporen overslaan. De defectlljst kan op de 
betreffende schljf 1 worden geregistreerd, zodat bij een later 
10 gebrulk van dezelfde schljf de testprocedure kan worden 
overgeslagen . 

In een altematleve uitvoerings variant wordt stap 142 
overgeslagen# en worden dus alleen bij stap 141 de defecte 

1$ testsporen genoteerd in de lijat die wordt aangeduid met de 
term "prlroalre defectlljaf . De dan bij stap 106 ultgevoerde 
scbrijf procedure zal in boofdlijnen Identlek zljn aan een 
standaard schrij fprocedure, met dien verstande dat de 
besturingseenheid 22 is ingerxcht om tijdens het schrij ven de 

20 primaire defectlljst in het geheugen 25 te raadplegen, en om de 
vexdachte gebleden (3T2; 3T3) die corresponderen met de in deze 
lijst voorkomende testsporen (2T2; 2T3) over te slaan. 

In een verdere uitwerklng van de onderhavige uitvlnding 
25 is de besturingseenheid 22 ingerxcht om tijdens een schrijf-*- 
procedure het spoorvolgsignaal te bewaken/ op een wijze zoals 
in het hiervoorgaande besproken, en om de schrij f procedure af 
te breken indien blijkt dat het spoorvolgsignaal indlcatief is 
voor een spoorafwi jking die dermate groot is, dat de kans 
30 bestaat dat een aangrenzend spoor wordt beschadigd door de 
schrij fprocedure- Als schrij fafbreek-crlterlum stelt de 
onderhavige uitvlnding voor een criterlum vergelijkbaar met het 
in het voorgaande besproken criterlum ten aangezlen van de 
spoorintegrlteit^ maar nu met een hogere waarde voor de 
35 acc:eptatie-drempel. Meer In het bijzonder wordt besloten tot 
een afbreken van de schrij fprocedure indien de spoorafwi jk- 
parameter D van het spoorvolgsignaal groter Is dan 2/3 
geclurende een tijdsduur van 60 ^s of 1 anger > 
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Het 23.1 voor een desJcundige duldelijlc zijn dat de omvang 
yaii de onderhavige uitvinding niet is beperkt tot de in hat 
voorgaande besproken voorbeelden* maar dat diverse wijslgingen 
en modificaties daarvan mogelijlc zijn zonder af te wijken van 
de omvang van de \aitvinding zoals gedefinieezd in de 
aangehechte conclusies. Bijvoorbeeld wordt volgens de 
onderlxavige uitvinding reeds een voordeel bereikt door bij de 
te:5tprQcedure slechts voorafbepaalde testaporen te onderzoeken, 
ools Indian de testprocedure niet is gebaseerd op het gebruik 
vail het spoorvolgsignaal, hoewel dat weX de voorkeur geniet. 

voorts is het bij de onder verwijzing near £iguur 4 
bei;proken procedure mogelijk, dat de priaaire foutlijat en de 
alurmlijst worden geconbineerd tot een enkele lijst. 
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CONCLUSIES 



1. Herkwljca voor het onderioeJcen van een regtstratiespoor 
(2) van een regis tratieschi j f (1) op de aaxiwezigheid van een 
defect, waarbij het te onderzoekan spoor wordt gevolgd an hat 
daarbij resulterende spoorvolgsignaal wordt bewaakt, en waarbij 

S het onderzochte registratiespoor wordt beoordeeld op basis van 
karakteristieken van het resulterende spoorvolgsignaal , 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het onderzochte 
registratiespoor wordt beoordeeld als zijnde defect indien 

10 blijkt dat de absolute waarde van het spoorvolgsignaal 

gecurende een voorafbepaalde tijdsperiode of langer een waarde 
he«ft die een voorafbepaalde signaaldrenpel overschrijdt. 

3. Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij het spoorvolg- 

15 si?naal een nominale signaalwaarde nul heeft die correspondeert 
net bet centrum van een opoor, en een maximale waarde die 
correspondeert mat een maximale zijdelingse afwijking ten 
opzichte van het centrum van een spoor, en waarbij als 
sisnaaldrempel een niveau van een voorafgekozen fractie van 

20 ger.oemde maximale waarde wordt gekozen, welk voorafgekozen 
£ra.ctie bij voorkeur ongeveeer gelijk is aan 0,5. 

4. Werkwijze volgens conclusie 2 of 3/ waarbij genoemde 
voc rafbepaalde tijdsperiode is gelegen in een gebied van 

25 onceveer 50 )AS tot ongeveer 7S ^S, en bij voorkeur ongeveer 
geJijk is aan 60 \ia. 

5. Werkwijze voor het onderzoeken van een registratieschijf 
(1) op de aanwezighaid van vlekdefecten (12; 13) , omvattende de 

30 volgende stappen: 

a)- het onderzoekan van de integriteit van voorafbepaalde 
tes;tsporea (2T) van de registratieschijf (1). bij voorkeur door 
mlcldel van een werkwijze volgens eea willekeurige der 
voorgaande condusies; 

-j5 ToT^. — net, steedst wanneer bij h e t o ndcrzo e k van ee n test s poor 
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(212; 2T3) blijkt dat het defect is, onderzoeJcen van de 
integriteit van naburige sporen (2) van het betreffende 
testapoor C2T2; 2T3) om aldus het aantal (X) door eenzelfde 
vlekdefect (12; 13) aangetaste sporen (2) te bepalen; 
$ c) l^at, steed* wanneer het aldus bij stap (b) bepaalde aantal 
(X) groter is dan een voorafbepaalde drempelwaarda (M) , opnemen 
vail da betreffende sporen (2) in een defectlijst; 
d) Ixet opslaan van de defectlijst in een geheugen (25) . 

to 6. WerJcwljze volgena conclusie 5, waarbij tussen opeen- 

yo- gende testsporen (2T) steeds een voorafbepaald aantal (N> 
sporen (2) wordt overgeslagen, waarbij genoead aantal (N) bi3 
voorlceur ongeveer gelijlc is aan 50. 

15 7. Wer)ewij2e volgens conclusie 5 of 6, waarbij de defectlijst 
wo::dt geregistreerd op de onderzochte registratieschljf (1). 

e Werlcwijze voor het regiatreren van informaCie, in het 
biUonder real time video, op een registratieschljf (1) van het 
20 tyi>e dat een groot aantal concentrische, in hoofdzaak 

ci:rkelvormige registratiesporen (2) omvat, in het bijzonder een 
DVl^-schijf, omvattende d© stappen van: 

het eerst, in een ondarzoekstadium, verschaffcn van een 
defectlijst met sporen die zijn aangetast door een relatief 
25 groot vlelcdefect (13), door niddel van een werlcwijze volgens 
ee::i willekeurige der conclusies 5-7; 

hct vervolgens, in een registratlestadium, registreren van 
informatie op de schijf onder raadpleging van genocmde 
defectlijst, waarbij de op genoemde defectlijst voorkomende 
30 registratiesporen worden overgeslagen bij het registratie- 
proces. 

9 Werkwijze voor het onderzoeken van een registratieschljf 
(i) op de aanwezigheid van vlekdefecten (12; 13), omvattende de 

35 volgende stappen: 

a) - het onderzoeken van de integriteit van voorafbepaalde 
testsporen (2T) van de registratieschljf (1), bij voorkeur door 
middel van een werkwijze volgens een willekeurige der 
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cor.clusie5 1-4; 

b) « her, steeds wanneer bij het onderzoek van Ben testspoor 
(2T2; 2T3) blljkt dat het defect is, opnemen van de betreffende 
spcren (2T2; 2T3) in een primaire defectlijst, en het eventueel 
opr.emen van de zich in een verdacht gebied (3T2; 3T3) aan 
wec.rszijden van het betreffende testspoor (2T2; 2T3) bevlndende 
spcren (2) in een alarmlijst; 

c) het opslaan van de primaire defectlijst en de eventuele 
dle.rxalijst in een geheugen (25) . 



10. Werlcwijze volgens conclusie 9, waarbij tussen opeen- 
voJ.gende testsporen (2T) steeds een voora£bepaald aantal (N) 
spcren (2) wordt overgeslagen, en waarbij elk verdacht gebied 
st^ieds reikt vanaf het betreffende testspoor (2T2; 2T3) tot het 

IS dizect voorafgaande respectievelijk het direct volgende 

testspoor, waarbij genoexod aantal (N) bij voorkeur ongeveer 
gelijk is aan 50. 

11. Werkwijze voor het registreren van infozmatie/ in het 

20 bijzonder real time video, op een registratieschijf (1) van het 
tyfie dat een groot aantal concentrische, in hoofdzaak 
cirkelvormige registratiesporen (2) omvatr iix het bijzonder een 
DVli-schijf, omvattende de stappen van: 

- het eerst, in een primair onderzoekstadium, verschaffen 
25 vaz^ een primaire defectlijst met testsporen (2T2; 2T3) die een 

defect bevatten, en eventueel een alarmlijst met sporen (2) die 
zlc:h bevinden in een verdacht gebied (3T2; 3T3) aan wears zij den 
vat; de betreffende testsporen (2T2; 2T3) , door middel van een 
werkwijze volgens een willekeurige der conclusies 9-10; 

30 - het vervolgens, in een registratiestadium, registreren van 
inlormatie op de schijf onder raadpleging van genoemde primaire 
defectlijst en genoemde eventuele alarmlijst, waarbij de op 
genoemde primaire defectlijst registratiesporen alsmede de 
sporen (2) die zich bevinden in een verdacht gebied (3T2; 3T3) 

35 aari weerszijden van de betreffende testsporen (2T2; 2T3) , 
woi'den overgeslagen bij het regis tratieproces; 

- het vervolgens, in een secundair onderzoekstadium, 
onclerzoeken van de integriteit van de sporen (2) in de genoemde 
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vexdachte gebleden (3T2; 3T3) oa aldufi het aantal. (X) door 
e©r.zelfde vlekdefect (12; 13) aangetaste sporen (2) te bepalen; 

het, steeds wanneer het aldus bepaalde aantal (X) groter 
is dan eexi voorafbepaalde drempelwaarde (M) , opnemen van de 
betreffende eporea In een secundaire defectlijst. 

12. Werlcwijz© volgens conclusie 11, waarbi^ de secundaire 
delectlijst wordt geregistreerd op de onderzochte registratie- 
schljf (1). 

13. Werlcwijze voor het registreron van infomvatie op een 
recistrattespoor (2) van een registratieschij f (1)/ waarblj het ^ 
da8.rbi3 resulterende apoorvolgsignaal wordt bewaakt, en waarbij 
op basis van karakteristieken van het resulterende spoorvolg- 
sicfnaal wordt beoordeeld of het registratie-proces wordt 
vocrtgezet dan wel afgebroken- 

14. Werkwijze volgens conclusie 13, waarblj het registratie- 
prcces wordt afgebroken indien blijkt dat de absolute waarde 
van het spoorvolgsignaal gedurende een voorafbepaalde 
tijdsperiode of langer een waarde heeft die een voorafbepaalde 
sicrnaaldrempel overschrijdt. 

15. Werkwijze volgens conclusie 14, waarbij het spoorvolg- 
sicmaal een nominale signaalwaarde nul heeft die correspondeert | 
met het centrum van een spoor, en een maximale waarde die 
correspondeert met een maximale zijdelingse afwijking ten 
op5:ichte van het centrum van een spoor, en waarbij als 
si<fnaaldreB«>el een niveau van een voorafgekozen fractie van 
genoemde maxiiaale waarde wordt gchanteerd, welke voorafgekozen 
fractie bij voorkeur ongeveer gelijk is aan 2/3. 

16. Werkwijze volgens conclusie 14 of 15, waarbij genoemde 
voorafbepaalde tijdsperiode is gelegen in een gebied van 
ontieveer 50 |is tot ongeveer 75 iis. en bij voorkeur gelijk is 
aan ongeveer 60 lis. 
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n.. Registratie-inrichting (20) geschikt voor het reglatreren 
va]\ Irvformatie^ in het bljzonder rdal tine video of audio, op 
een reglstratieschijf (1) van het type dat een groot aantal 
concentrische# in hoofdraaJc cirkelvormige registratiesporen (2) 
5 om*yat, in het bijzonder een optlsche schijfr omvattende: 
een besturingseenheid (22) ; 

een schrijf /leeeeenheid (21) die is ingericht om, onder 
besturing van de besturingseenheid (22) / een laserbundel te 
richten near een spoor (2) van een registratieschij f (1) en om 
10 aan de schijf (1) geref lecteerd laaerlicht te ontvangen^ en die 
voorts is ingericht om een op basis van het gereflecteerde 
laserlicht bepaald spoorvoXgsignaal te verschaffen aan de 
besturingseeziheid (22) ; 

wearbij de besturingseenheid (22) is ingericht voor het 
15 uitvoeren -van de wer)cwij2e volgens-een willelceurige der 
c6nclusies 1-1 6 « 
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ABSTRACT 



A irethod and a DVR video recorder (20) for recording real tine 
video signals on a DVR disc (1) are described. The disc may 
cor-tain two-dijaensional spot defects (11; 12; 13)/ but the 
error correction system of DVR is very strong and is able to 

S correct occuring errors if caused by small spot defects (11; 
12) . m order to investigate in a fast and efficient manner 
whother the disc has large spot defects (13)/ the integrity of 
prtidetermined test tracJcs (2T) is assessed based on the track i 
following signal. On finding a defective teat track (2T2; 2T3) , 

JO th'S surroundings of said test track are investigated further. 
If the number of affected tracks appears to be small, recording 
in those tracks is allowed; if the number of affected tracks 
appears to be large/ those tracks are incorporated in a defect 
list that is preferably recorded on the disc, on recording, the 

15 tracks appearing in the defect list are sJdpped. 
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